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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

MEASUREMENT OF DC MAGNETIC, AC MAGNETIC AND
AC ELECTRIC FIELDS FROM 1 Hz TO 100 kHz WITH REGARD
TO EXPOSURE OF HUMAN BEINGS -

Part 1: Requirements for measuring instruments
AMENDMENT 1

FOREWORD

) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprisin
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is'to promote international
co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and eleétronic fields. To this end an
in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports|,
Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to-as “IEC Publication(s)”). Thei
preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committée interested in the subject dealt wit
may participate in this preparatory work. International, governmental andnon-governmental organizations liaisin
with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely-with the International Organization fof
Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by,agreement between the two organizations.

-

2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters; expfess, as nearly as possible, an internationd|
consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all
interested IEC National Committees.

) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC Nationd|
Committees in that sense. While all reasonable efforts_ are made to ensure that the technical content of IE(
Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for an
misinterpretation by any end user.

4) In order to promote international uniformity,~l[EC National Committees undertake to apply IEC Publication
transparently to the maximum extent possiblé.in their national and regional publications. Any divergence betwee
any IEC Publication and the corresponding-hational or regional publication shall be clearly indicated in the latten

%) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformit
assessment services and, in some.areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for an
services carried out by independént-certification bodies.

@) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.

1) No liability shall attach t¢ IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts an
members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage o
other damage of any\“nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) an
expenses arisingsout of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IE(Q
Publications.

-~

8) Attention is_drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications i
indispensable for the correct application of this publication.

9) IEC draws attention to the possibility that the implementation of this document may involve the use of (a
patent(s). IEC takes no position concerning the evidence, validity or applicability of any claimed patent rights i
respect thereof. As of the date of publication of this document, IEC had not received notice of (a) patent(s), whic
may be reqwred to |mp|ement this document However, |mp|ementers are cautloned that thls may not represent

shall not be held respon5|ble for identifying any or all such patent r|ghts

Amendment 1 to IEC 61786-1:2013 has been prepared by IEC technical committee 106:
Methods for the assessment of electric, magnetic and electromagnetic fields associated with
human exposure.
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The text of this Amendment is based on the following documents:

Draft Report on voting

106/647/FDIS 106/655/RVD

Full information on the voting for its approval can be found in the report on voting indicated in
the above table.

NgiistT:

his document was drafted in accordance with ISO/IEC Directives, Part 2, and developed i
ccordance with ISO/IEC Directives, Part 1 and ISO/IEC Directives, IEC Supplement,ravailablg
t www.iec.ch/members_experts/refdocs. The main document types developed, by IEC are
escribed in greater detail at www.iec.ch/publications/.

The committee has decided that the contents of this document will remain-unchanged until the
gtability date indicated on the IEC website under webstore.iec.ch in the-data related to thg¢
g¢pecific document. At this date, the document will be

¢ reconfirmed,
¢ withdrawn, or

¢ revised.

2 Normative references
\dd the following new reference:

IEC 61000-6-1:2016, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 6-1. Generic standards
mmunity standard for residential, commercial and light-industrial environments

5.4 Pass-band

Replace(the penultimate sentence with the following:

This“range is not as broad as the pass band but shall be still broad enough to cover al
fregtencies of interest.

5.7 Readability of scale

Delete the first paragraph.

Delete the first sentence of the last paragraph.
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5.8.1 General schema

Replace the 5.8.1 title with the following new title:

5.8.1 General schematic

Replace the first sentence with the following:

A general schematic of a meter is given in Figure 1.

Replace the title of Figure 1 with the following new title:
Figure 1 — Schematic of a field meter
Replace the paragraph below Figure 1 with the following:

The probes should be three-axis. For the weighted peak method (see IEC.61786-2:2014, 4.2.3)
three-axis probes shall be used.

5.8.4 Support for electric field meter

Replace the first paragraph with the following:

The support for the electric field meter shall be made of insulating materials, such as syntheti
¢r composite materials, or wood.

5.9.1 Immunity
) Radiated electromagnetic fields

Replace the first paragraph.with the following:

The operation of instrumentation shall not be affected by electromagnetic radiation for ar
ilectric field defined«in IEC 61000-6-1:2016, Table 1, rows 1.2 and 1.3. Equipment intended t¢
e used in industriakenvironment should reference the equivalent tables of IEC 61000-6-2 [37]

Delete NOTE 2.

5952 Emissions

b) Conducted disturbances — 0,15 MHz to 30 MHz (instrumentation connected to AC power
supply)

Replace the first paragraph by the following:

The conducted disturbances shall be less than the limits defined in Table 4 of CISPR 11:2024,
as reproduced in Table 1 below.
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c) Radiated disturbances — 30 MHz to 1 000 MHz

Replace the first paragraph with the following:

The electromagnetic radiated emissions from instrumentation containing devices operating at
frequencies 30 MHz to 1 GHz shall be limited to the values given in Table 9 of CISPR 11:2024
for class B group 1 equipment measured on a test site at 10 m. The limits are briefly summarized
below.

5.11 Durability

Replace the last sentence with the following:

The instrumentation shall be compliant with IEC 60721-3: storage class 1M2,\transport class
2M6 and operation class 7M3.

6.1 General

Replace the third paragraph with the following:

The first method is detailed in 6.2.2. The other two methods, which are detailed in Annex A
an be used when a calibrated coil and measurement system are not available.

NOTE The voltage injection technique is useful for the.design or manufacturing stage of the field meter.

6.2.5 Calibration values

Replace the first paragraph with_the following:

A\t least three field levels faryeach measurement range of the field meter, equally spaced fron
0 % to 90 % of the full(sgale, should be recorded for the meters.

6.3 Calibration documentation
n the first)paragraph, replace the sixth bullet with the following:

+ Ahe'name and serial number, as well as a description of, and the condition of the item(s
calibrated;

D.1 General characteristics of magnetic field meters
Replace the first sentence with the following:

Magnetic field meters consist of two parts, the probe or field-sensing element, and the detector,
which processes the signal from the probe and indicates the rms value of the magnetic field.

In the second paragraph, delete the second sentence and add the following sentence at the
end of the paragraph:
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Recently three-axis magnetic field meters with digital post processing can directly provide
frequency information and implement the weighted peak method.

E.1 General characteristics of electric field meters

Replace the first sentence with the following:

lectric field strength meters consist of two parts, the probe or field-sensing element and th(l
etector, which processes the signal from the probe and indicates the rms value of the electri
ield strength in units of volts per meter.

E.2.1 Free-body meters

Replace the third paragraph with the following:

There are also free-body meters designed for remote display ofthe electric field strength. In
his case, a portion of the signal-processing circuit is contained.in the probe and the remaindef
f the detector is in a separate enclosure. A fibre-optic link-connects the probe to the display
nit [9], [17].

E.2.2 Ground reference meters

Replace the last paragraph with the following:

Electric field meters with flat probes_can be used to measure the electric field strength on flat
Ilectrically energized surfaces if thedetector is operated at the same potential as the energize(

urface. In such cases, viewing of the display of the detector should be done remotely, fof
xample visually, from a distahce, or using a fibre-optic link.

Bibliography
\dd the following new reference at the end of the list:

1371 IEC 61000-6-2, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 6-2: Generic standards +
Immunity standard for industrial environments
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

MESURE DE CHAMPS MAGNETIQUES CONTINUS ET
DE CHAMPS MAGNETIQUES ET ELECTRIQUES ALTERNATIFS
DANS LA PLAGE DE FREQUENCES DE 1 Hz A 100 kHz DANS

)

LEUR RAPPORT AL EXPOSITIONHUMAINE=
Partie 1: Exigences applicables aux instruments de mesure
AMENDEMENT 1

AVANT-PROPOS

La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale‘de’normalisation composé¢
de I’ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de I'lEC). L’'IEC a pour objet d¢
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines d¢
I'électricité et de I'électronique. A cet effet, I'lEC — entre autres activités —/publie des Normes internationales|
des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et de
Guides ci-apres dénommés “Publication(s) de I'lEC”). Leur élaboration &st confiée a des comités d'études, au
travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet fraite peut participer. Les organisation
internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en {iaison avec I'lEC, participent également au
travaux. L’'IEC collabore étroitement avec I'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon de
conditions fixées par accord entre les deux organisations.

Les décisions ou accords officiels de I'lEC concernant les_ quéstions techniques représentent, dans la mesure d
possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de I'lEC intéressé$
sont représentés dans chaque comité d'études.

Les Publications de I'lEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréée
comme telles par les Comités nationaux de I'IlEC» Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que I'lE(
s’assure de I'exactitude du contenu technique~dé’ses publications; I'l[EC ne peut pas étre tenue responsable d¢
I’éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.

Dans le but d’encourager I'uniformité internationale, les Comités nationaux de I'lEC s’engagent, dans toute |
mesure possible, a appliquer de fagon‘transparente les Publications de 'lEC dans leurs publications nationale
et régionales. Toutes divergences,  entre toutes Publications de I'lEC et toutes publications nationales o
régionales correspondantes doivéent-étre indiquées en termes clairs dans ces derniéres.

L'IEC elle-méme ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendant
fournissent des services,d'€valuation de conformité et, dans certains secteurs, accédent aux marques d¢
conformité de I'lEC. L’IEC.n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certificatio
indépendants.

Tous les utilisateurs,doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la derniére édition de cette publication.

Aucune responsabilité ne doit étre imputée a I'lEC, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires},
y compris ses\experts particuliers et les membres de ses comités d’études et des Comités nationaux de I'lEC],
pour tout/prejudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelqu¢
nature qué.ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais de justice) et les dépense
découlant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de I'lEC ou de toute autre Publication de I'lEC],
ourau, crédit qui lui est accordé.

l/attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publication
reférencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication

9)

L'IEC attire I'attention sur le fait que la mise en application du présent document peut entrainer I'utilisation d'un
ou de plusieurs brevets. L'lEC ne prend pas position quant a la preuve, a la validité et a I'applicabilité de tout
droit de brevet revendiqué a cet égard. A la date de publication du présent document, I'lEC n'a pas regu
notification qu'un ou plusieurs brevets pouvaient étre nécessaires a sa mise en application. Toutefois, il y a lieu
d'avertir les responsables de la mise en application du présent document que des informations plus récentes
sont susceptibles de figurer dans la base de données de brevets, disponible a I'adresse https://patents.iec.ch.
L'IEC ne saurait étre tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets.

L’Amendement 1 de I'lEC 61786-1:2013 a été établi par le comité d’études 106 de I'lEC:
Méthodes d’évaluation des champs électriques, magnétiques et électromagnétiques en relation
avec I'exposition humaine.
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Le texte de cet Amendement est issu des documents suivants:

Projet Rapport de vote
106/647/FDIS 106/655/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a son approbation.

La langue emplioyee POoUur 1 elaDOration de cet Amendermnent est Iangials.

Ce document a été rédigé selon les Directives ISO/IEC, Partie 2, il a été développé selon les
Directives ISO/IEC, Partie 1 et les Directives ISO/IEC, Supplément IEC, disponibles” sous
vww.iec.ch/members_experts/refdocs. Les principaux types de documents dévéloppés paf
[[IEC sont décrits plus en détail sous www.iec.ch/publications/.

Le comité a décidé que le contenu de ce document ne sera pas modifié avantla date de stabilite
indiquée sur le site web de I'lEC sous webstore.iec.ch dans les données(Telatives au document
flecherché. A cette date, le document sera

¢ reconduit,
¢ supprimé, ou

¢ révisé.

2 Références normatives
\jouter la nouvelle référence suivante:

1EC 61000-6-1:2016, Compatibilité  électromagnétique (CEM) —  Partie 6-1: Normes
génériques — Norme djimmunité pour les environnements résidentiels, commerciaux et d¢
'industrie légére

5.4 Bande_passante

Remplacér 'avant-derniere phrase par la suivante:

Cefte plage n’est pas aussi large que la bande passante, mais elle doit étre suffisamment large
pour couvrir toutes les fréquences étudiées.

5.7 Lisibilité des échelles de graduation

Supprimer le premier alinéa.

Supprimer la premiere phrase du dernier alinéa.
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5.8.1 Généralités

Remplacer le titre 5.8.1 par le nouveau titre suivant:

5.8.1 Schéma général

Remplacer la premiére phrase par la suivante:

Le schéma général d’'un mesureur est représenté a la Figure 1.

Remplacer le titre de la Figure 1 par le nouveau titre suivant:
Figure 1 — Schéma d’un mesureur de champ
Remplacer ’alinéa situé sous la Figure 1 par le texte suivant:

I convient que les sondes soient triaxiales. Pour la méthode de créte pondérée (se reporter §
I[IEC 61786-2:2014, 4.2.3), les sondes triaxiales doivent étre utilisées.

5.8.4 Support de mesureur de champ électrique

Remplacer le premier alinéa par le texte suivant:

lLe support du mesureur de champ électrique doit€tre constitué de matériaux isolants, tels que
des matériaux synthétiques ou composites, ou éncore de bois.

5.9.1 Immunité
) Champs électromagnétiques rayonnés

Remplacer le premier alinéa par le texte suivant:

Le fonctionnement des’ instruments ne doit pas étre affecté par un rayonnement

lectromagnétique pour un champ électrique défini dans I'IEC 61000-6-1:2016, Tableau 1
;Lgnes 1.2 et 1.3. convient que les équipements destinés a étre utilisés dans un environnement
industriel fassent référence aux tableaux équivalents de I'lEC 61000-6-2 [37].

bupprimerla-NOTE 2.

5.9.2 Emissions

b) Perturbations conduites — 0,15 MHz a 30 MHz (instruments reliés a une alimentation en
courant alternatif)

Remplacer le premier alinéa par le texte suivant:

Les perturbations conduites doivent étre inférieures aux limites définies dans le Tableau 4 de
la CISPR 11:2024, telles qu'elles sont reprises dans le Tableau 1 ci-dessous.
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